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Qualitatsbewertung optischer Systeme
Bestimmung des Falschlichts
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Quality evaluation of optical systems; determination of veiling glare

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Bestimmung des Falschlichts von
optischen und optronischen Abbildungssystemen im
optischen Spektralbereich nach DIN 5031 Teil 7. Die
meRtechnischen Bedingungen gelten vorzugsweise fiir
den visuellen Spektralbereich. Fiir angrenzende Spektral-
bereiche sind gegebenenfalls Modifikationen der Mef-
technik erforderlich.

2 Begriff

In der Bildfliche, die zu einer spezifizierten Abbildung

gehért, wird im allgemeinen nicht nur Nutzlichtl),

sondern auch Falschlicht!) und Storlicht?) registriert.

Im Sinne dieser Norm werden diese unterschiedlichen

EinfluRgroRen folgendermaBen definiert:

Das nach den Gesetzen der optischen Abbildung durch

das optische System auf der Bildflache erzeugte Bild

wird durch das Nutzlicht aufgebaut; das Nutzlicht ent-

halt nur Strahlung aus dem anwendungsspezifisch fest-

gelegten Spektralbereich. Das aus dem Objektraum durch

das optische System auf die Bildflache treffende Licht,

das auf konstruktiv nicht beabsichtigte Weise in das Bild

gelangt, ist das Falschlicht.

Falschlicht kann verschiedene Ursachen haben, insbeson-

dere:

a) Streuung an optisch wirksame Flachen, bedingt durch
Rauhigkeiten und Verunreinigungen.

b) Streuung im Werkstoff, bedingt durch Einschlisse
oder Triilbung.

¢} Reflexionen und Streuung an Linsenrindern, mecha-
nischen Bauteilen u. a.

d) Mehrfachreflexionen an optisch wirksamen Flachen;
dazu kénnen Empfangerflachen gehoren

e) Lumineszenz der Systeme.

Kontrastmindernd wirken auch folgende Einflisse, die

zwar nicht von der Objektstrahlung herriihren missen,

bei der Falschlichtmessung an Systemen aber mit beriick-

sichtigt werden und nicht immer zu trennen sind:

— Strahlung, die nicht durch das abbildende System auf
die Bildebene trifft (Storlicht).

— Schleier von photographischen Schichten oder Unter-
grundhelligkeit von Photokathoden.

— Schleier in Sichtschirmen von optronischen Systemen.

Auf die Biidflache auffallendes, aber nicht durch das
optische System verlaufendes Licht, ist Stdrlicht.

3 Kurzbeschreibung der Verfahren

Um das Falschlicht zu messen, bzw. nach Groe und
Verteilung in der Bildebene zu beurteilen, gibt es zwei
Verfahren:

das integrale und das differentielle.

3.1 Integrales Verfahren

Beim integralen Verfahren wird der zu messende Prifling
aus dem Objektraum beleuchtet und das Falschlicht in
der Bildebene gemessen.

Das Falschlicht wird als Verhaltnis der Bestrahlungsstarke
im Bild einer kleinen schwarzen Flache zur Bestrahlungs-
starke im Bild des Umfeldes angegeben.

3.2 Differentielles Verfahren

Beim differentiellen Verfahren strahlt eine einzige punkt-

artige Strahlungsquelle aus dem Objektraum unter einem

bestimmten Winkel in den Prifling ein. Die Energie-
verteilung in der Bildebene wird gemessen oder subjektiv
beurteilt.

Anmerkung: Durch Beobachten oder Fotografieren der
Pupille des Priiflings und ihrer Umgebung von der
Bildebene aus kann eine Aussage iiber die Her-
kunft des Falschlichtes getroffen werden.

4 Integrales Verfahren

4.1 Klassifizierung von Priiflingseigenschaften

Die MeRaufbauten sind dem Verwendungszweck des
Priflings anzupassen. Es sind dabei unterschiedliche
Beziehungen im Objekt- und im Bildraum zu berick-
sichtigen.

Beispiele sind in Tabelle 1 dargestellt.

1) Dem praxisgerechten Sprachgebrauch folgend wird
hier der Ausdruck ,, . .. licht” benutzt; im Einzelfall
sind statt dessen die GréBen Strahlungsstrom oder
Lichtstrom einzusetzen; je nachdem ob strahlungs-
physikalische oder lichttechnische Begriffe zu ver-
wenden sind.
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Tabelle 1. Klassifizierung der Priiflinge 4.2 Beschreibung der MeRaufbauten
Bild | a b c 4.2.1 MeRobjekt ‘
. . . Das MeRobjekt ist eine kleine schwarze Flache innerhalb
im Unend- | im im . . .. . -
lichen oder | Endlichen Endlichen einer groReren strahlenden Flachg. Die strahlende Flache
fast im Un- aber nicht kann unbegrenzt oder begrenzt sein.
Objekt endlichen zuganglich 4.2.1.1 Unbegrenzte Objektflache
Die unbegrenzte Objektflache soll aus dem ganzen Halb-
A raum in den Priifling einstrahlen. Dazu ist eine Photo-
im Unend- | Fernrohre Aufnahme- | TV-Systeme meterkugel nach Bild 1 zu verwenden. Ihre Innenflache
lichen auch Bild- | objektive Photo- und muBl im Spektralbereich der Anwendung des Priiflings
oder fast verstarker- Film- unselektiv sein und Lambertsche Strahlungscharakteristik
im Unend- | fernrohre Kameras haben. Bei anderen Anordnungen, wie beispielsweise einer
lichen {un- Photometerhalbkugel oder eines rechteckigen Kastens,
begrenzte ist sicherzustellen, daB folgende Bedingungen erfiillt
Obijekt- sind: innerhalb des Bildwinkelbereiches des Priiflings
flache) darf die Strahldichte nicht mehr als 5%, auRerhalb des
Bildwinkelbereiches nicht mehr als 8% vom Mittelwert
B abweichen 2). Diese Bedingungen hinsichtlich Gleich-
im End- Projektions-| VergroRe- TV-Mikro- maRigkeit der Strahldichte der strahlenden Flache sind
lichen objektive rungsobjek- | skope durch Auswahl, Anordnung und Abschirmung der
(begrenzte | Lupen tive, Repro- Strahlungsquellen gegeniiber dem Priifling zu realisieren.
Objekt- Mikroskope| duktions- Die fir die Messung des Falschlichtes erforderliche
flache) objektive, schwarze Fliche ist durch eine kreisformige Offnung in
Bildverstar- der strahlenden Fliache mit dahinterliegender Lichtfalle
kerréhren mi darzustellen. Die Offnung mit der Lichtfalle kann auf
Faserplatten der strahlenden Flache verschiebbar angeordnet sein, um
damit den Einfallswinkel zur Priiflingsachse verédndern
(o zu konnen (siehe auch Abschnitt 4.2.3.1).
im End- (Mikro- Bildverstar- Photometerkugel
lichen skope) kerréhren
aber nicht mit Glas- Strahlungsquelle
direkt zu- scheiben. <chatt
= H H chatrer
?g:g::;hzte i:(\)/';zl)"km' Lichtfalle Priifling
Objekt-
| flache) [
Im Objektraum: :;;af';'rl";‘grs'
A) Das Objekt befindet sich im Unendlichen oder fast Mefiblende
im Unendlichen. Dabei wird Strahlung aus dem
ganzen Halbraum (unbegrenzte Objektfliche) in
den Priifling eingestrahlt.
B) Die Objektfliche liegt im Endlichen. Diestrahlende
Flache entspricht mit Ausnahmen nur der maxi-
mal genutzten Objektflache (begrenzte Objekt-
flache).
C) Die Objektfliache liegt im Endlichen, ist aber nicht
unmittetbar zuginglich, weil sie z.B. durch eine
Glasscheibe abgedeckt oder fir ein geeignetes
MeRobjekt zu klein ist.
Im Bildraum:
a) Die Bildebene liegt im Unendlichen oder fast im
Unendlichen. . . . .
b) Die Bildebene liegt im Endlichen. Bild 1. Falschlichtmessung bei unbegrenztem Objektfeld
. ) ) ) ) ] oben: auf der Achse
c) Dle"Bllfieben? liegt im Er.\dll.chen, |st'aber nicht unten: im seitlichen Bildfeld
zugéanglich. Sie kann dabei nicht unmittelbar zu-
ganglich sein, weil sie z.B. durch eine Glasscheibe
abgedeckt ist, oder iiberhaupt nicht zugdnglich -
sein, weil sie z. B. durch einen Deckel verschlossen 2) Werte nach BS 4995 (11.1973), zu beziehen durch:
ist. DIN Deutsches Institut fir Normung, Auslandsnormen-
vermittlung, Postfach 1107, 1000 Berlin 30.
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